














































































专利名称(译) 超声波测量装置，超声波成像装置和超声波测量方法

公开(公告)号 US20160120514A1 公开(公告)日 2016-05-05

申请号 US14/920342 申请日 2015-10-22

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 ARAGAKI TAKUMI

发明人 ARAGAKI, TAKUMI

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/5215 A61B8/461 A61B8/14 A61B8/5207 G01S7/52038 G01S7/52047 G01S15/8913 G01S15
/8925

优先权 2014222251 2014-10-31 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波测量装置 100 包括执行用于将超声波发送到对象的处理的发送处
理单元 110 ，接收处理单元 120 执行用于接收由发送的超声波反射的超
声回波的处理，以及对来自接收处理单元 120 的接收信号执行处理的处
理单元 130 。处理单元 130 对接收信号执行用于基于M个基波（其中M
是2或更大的整数）从对象中的点散射体指定反射强度的处理中的至少两
个其相位相移的相位差小于相位差，该相位差对应于从发送处理单元
110 发送的发送脉冲信号的脉冲宽度或接收信号的脉冲宽度响应于传输
脉冲信号。
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